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"% Spos6éb pomiaru i analizy rozktadu
luminacji i natezenia oswietlenia oraz
uktad do stosowania tego sposobu

stowa kluczowe
technika Swietlna, pomiary fotometryczne, projektowanie oswietlenia, wizualizacja komputerowa

oswietlenia, grafika komputerowa, rzeczywistos¢ wirtualna, rzeczywistos¢ rozszerzona

Celem wynalazku jest mozliwos¢ analizy rozktadu natezenia oSwietlenia i luminacji bez wzgledu na rozmiar
mierzonej przestrzeni przy matej praco i czasochtonnosci z mozliwoscig analizy tych wielkosci z réznych,
dowolnych kierunkéw i punktéw obserwacji oraz stworzenie tréjwymiarowych rozktadow tych wielkosci.
Takie tréjwymiarowe rozktady natezenia oswietlenia i luminacji sg bardzo dobra i doktadng podstawg
analizy oswietlenia dla catlego wnetrza obiektu i obiektow zewnetrznych.

Zastosowanie:

Przedmiotem wynalazku jest sposéb pomiaru i analizy rozktadu luminacji i obliczania natezenia oswietlenia
w oparciu o rzeczywistos$c¢ rozszerzong i uktad do stosowania tego sposobu, stosowany zwtaszcza do
pomiaréw oswietlenia i oceny zgodnosci z wymaganiami normatywnymi. Zastosowany uktad umozliwia
stworzenie tréjwymiarowego rozktadu natezenia oswietlenia i luminacji na podstawie czgstkowych
pomiardéw tych wielkosci mierzonych z ré6znych dowolnych punktéw i kierunkéw oraz obserwacje i analize
tych parametréw za pomoca okularéw rzeczywistosci rozszerzonej. Mozliwa jest réwniez precyzyjna,
numeryczna analiza tych wielkosci w punktach nakierowania wzorku obserwatora niezaleznie od
ukierunkowania uktadu, pod warunkiem, ze obraz widziany przez okulary obejmuje mierzony punkt.

ROK ZGLOSZENIA: 2019

AUTORZY: dr inz. Rafat Krupinski, Sebastian Stominski

WYDZIAL: Wydziat Elektryczny

Kontakt:
Dziat Komercjalizacji i Transferu Technologii
Politechnika Warszawska

Marcin Postawka

Zastepca Dyrektora

tel. 502 033 440

email: marcin.postawka@pw.edu.pl




